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「材料表面の原子識別」 

La Recherche 誌（France) 2007 年 5 月 Material 欄  

 新しい実験方法により、材料表面上の原子の化学的性質が明らかにされた。  

 1986 年に米国スタンフォード大学の Gerd Binnig 氏、Calvin Quate 氏と Christoph 

Gerber 氏により発明されてから AFM は原子レベルでの材料表面の研究に不可欠な

道具と考えられてきた。しかし、AFM の技術で、原子ごとに異なる性 質を区別するこ

とはできたが、原子の化学識別は達成されないままであった。ところが、日本の大阪

大学の杉本宜昭氏らの研究グループは、いくつかの種類の原 子について、その識

別の方法を示したのである。（Nature 誌）  

 杉本氏らの研究グループが行った手法を用いれば、材料表面がどのようにナノメー

トルサイズに組織化しているかを観察することも可能になるかもしれない。  

 AFM は、極めてとがった先端を走査させて、材料表面に存在している原子と特徴的

な相互作用をさせるものである。この先端は、やわらかい「てこ」の腕に 固定されて

いて、レーザーで照らされている。てこの変形は光検出器により測定されるが、それ

により、金属や絶縁体の材料の凹凸像が得られるのである。  

 日本の研究グループは、スズ、鉛、シリコンが混在している材料表面の真上で測定

される相互作用力が、原子によってかなり変化する点に注目した。３つのタ イプの原

子の形や濃度にわずかな違いさえなくても原子識別できる結果である。混在表面上

で、顕微鏡によって得られる凹凸像と同様に、先端と３種類の原子の 相互作用の強

さのデータを合わせることによって、日本の研究グループは、試料表面の原子を明確

に識別（視覚化さえも）できることを示した。  

 CEMES（Centre d'Elaboration de Materiaux et d'Etudes Structurales, Toulouse）の

Sebastien Gauthier 氏は次のように説明している。  

 「この実験結果は基本的に納得のゆくものになっている。化学元素全般に一般化す

るには及ばないかもしれないけれども、その手法は確かに他のタイプの材料 にも応

用できるであろう。その興味は特に絶縁体の材料表面上での原子識別の研究の中に

あるのかもしれない、そういうわけで私たちは限られた実験方法をとっ ているのであ

る。」  




